


























































专利名称(译) 超声波测量装置和超声波探头

公开(公告)号 US20170252006A1 公开(公告)日 2017-09-07

申请号 US15/438298 申请日 2017-02-21

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 TSURUNO JIRO

发明人 TSURUNO, JIRO

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4461 A61B8/14 A61B8/5207 A61B8/4483 A61B8/4281 A61B8/0841 A61B8/4227

优先权 2016041857 2016-03-04 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波测量装置，包括：超声波元件阵列，用于沿第一方向发射超
声波;柱状声透镜，用于改变从超声波元件阵列发射的超声波的行进方向;
线性引导件用于限制移动方向，使得声透镜和超声波元件阵列在与声透
镜的第一方向和柱轴方向交叉的第二方向上彼此相对移动。
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